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Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées & partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2.

Validite¢ de la présente publication

Le contepu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
actuel dd la technique.

Des rengeignements relatifs a la date de reconfir-
mation de la publication sont disponibles dans le
Cataloguge de la CEI.

Les rensg¢ignements relatifs a des questions a I'étude et
des travgux en cours entrepris par le comité technique
qui a étpbli cette publication, ainsi que la liste des
publicatigns établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

¢ «Pite web» de la CEI*

e Cptalogue des publications de la CEI
Publié annuellement et mis a jour
rggulierement

Catalogue en ligne)*

» Bulletin de la CEI
Djsponible a la fois au «site web» de la CE{*
ef comme périodique imprimé

—_

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qyi concerne la terminologie générale, le lecteur
se repoftera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI))

Pour les| symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage/général approuvés par la CEl, le
lecteur donsultera,la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser én électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilafjohdes feuilles individuelles, et la CEl 60617:

Symbolds graphiques pour schémas Graphical symbols for diagrams

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Validity of this publication

The technical content of IEC Apublications |is kept
under constant review by the,IEC, thus ensufing that
the content reflects current te¢hhology.

Information relating to the date of the reconfjrmation
of the publication is available in the IEC catalopgue.

Information on the& subjects under considerafion and
work in progress undertaken by the tpechnical
committee which has prepared this publication| as well
as the list of publications issued, is to be four]d at the
following 1EC sources:

¢ \IEC web site*

e Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

* ]EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols apd signs
approved by the IEC for general use, reaglers are
referred to publications IEC 60027: Letter syinbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment Index, sufvey and
compilation of the single sheets and |EC| 60617:

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) RESIS:FANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Septieme partie: Spécification particuliére-cadre:
Réseaux de résistances fixes dont les
résistances ne sont pas toutes mesurables individuellement

Niveau d’assurance E

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concemne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, expnment dans'1a plus grande nmjesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées.comme telles par les Comités natio-
naux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vogu que tous les Comités natiopaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dafis la mesure ol les conditions nationales le
permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et lavrégle nationale correspondant¢ doit, dans la
mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére)

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comitéd’Etudes n° 40 de la CEI: Condensateurs eft résistances
pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des’/documents suivants:

Régle.des Six Mois Rapport de vote

40(BC)541 40(BC)576

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dang le tableau
di-dessus.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéfo de spécifi-
qation dans(Je'Systéme CEI d’assurance de la qualité des composants électroniques (IHCQ).

Autres\publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n® 63 (1963): Séries de valeurs normales pour résistances et condensateurs.
115-1 (1982): Résistances fixes utilisées dans les équipements électroniques, Premiére partie : Spécification
générique.
115-7 (1984): Septiéme partie : Spécification intermédiaire : Réseaux de résistances fixes dont les résistances
ne sont pas toutes mesurables individuellement.
410 (1973): Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED RESISTORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 7: Blank detail specification:
Fixed resistor networks in which not all
resistors are individually measurable

Assessment level E

1) The {9
the N
conse

2) They }
sense.

3) In ord

FOREWORD

rmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on whi
ional Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an interna
sus of opinion on the subjects dealt with.

ave the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees i

b1 to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should

ch all
ional

h that

hdopt

the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence

betwed
in the

This
for Eled

n the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as“far as possible, be clearly indj
latter.

PREFACE

btandard has been prepared by IEC Technical Committee No. 40: Capacitors and Resi
tronic Equipment.

The text of this standard is based upon the following documents:

Furth

The (

Six Months™Rule Report on Voting

40(CO)541 40(C0O)576

er information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

DC number that appears on the front cover of this publication is the specification number i

IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other [E

[ publications quoted in this standard:

Pubj

cated

ptors

n the

cations Nos. 63 (1963): Preferred Number Series for Resistors and Capacitors.

115-1 (1982): Fixed Resistors for Use in Electronic Equipment, Part 1: Generic Specification.

115-7 (1984): Part 7: Sectional Specification: Fixed Resistor Networks in which not all Resistors are

Individually Measurable.
410 (1973): Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
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) RESISTANCES FIXES
UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
Septiéme partie: Spécification particuliere-cadre:
Réseaux de résistances fixes dont les
résistances ne sont pas toutes mesurables individuellement

Niveau d’assurance E

INTRODUCTION
Spécification particuliére-cadre

Une spécification particuliére-cadre est un document, complémentairé-de la spécification inter-
njédiaire, comprenant les régles concernant le style, la présentation et le contenu minimal d¢s spécifica-
tipns particuliéres. Les spécifications particuliéres ne répondant pas a ces-régles ne sont pas ¢onsidérées
cpnformes aux spécifications de la CEI et ne doivent pas étre déclarées comme telles.

Le contenu du paragraphe 1.4 de la spécification intermédiaire.doit Etre pris en compte loys de la pré-
paration des spécifications particuliéres.

Les numéros placés entre crochets dans la premiére page correspondent aux informationg suivantes,
ghi doivent étre introduites a Pemplacement indiqués

Identification de la spécification particuliere

{1l «Commission Electrotechnique Internationale» ou nom de P’Organisme National de [Normalisa-
tion sous lautorité duquel la spécification particuliére est établie.

[4] Numéro CEI ou national de la spécification particuliére, date d’édition et toutes autres informa-
tions exigées par le systéme national.

[3] Numéro et édition de la spécification générique nationale ou CEIL
[4] Numéro CEI de la spécification particuliére-cadre.

Idlentification du réseau\de résistance
[41 Courte description dy type de réseau.
Trois cas doivent étre considérés:

— la@pgcification particuliére concerne un modele de réseau qui n’est pas un «réseau ¢e qualifica-
tion» ni un modeéle associé a un tel réseau (voir paragraphe 1.6.9 de la spécificatipn intermé-
diaire).

= Ja endnifinationge martiaalideg cni o mn—modele de rédcoais fun nonreait Afrn nfv lsé comme
Ty Pttt o par tretiiere—concerne—uh llLUU\IlV T ootaugur potTTart St

«réseau de qualification» (voir paragraphe 1.6.9 et paragraphe 3.1 de la spécification intermé-
diaire). Ceci devrait alors étre indiqué.

— la spécification particuliére concerne un modéle de réseau qui pourrait étre qualifié par associa-
tion a un «réseau de qualification» (voir paragraphe 1.6.9 et paragraphe 3.1 de la spécification
intermédiaire). Ceci devrait &tre indiqué et le numéro de la spécification particuliére du réseau
de qualification devrait &tre donné.

[6] Schéma électrique faisant apparaitre toutes les résistances et connexions contenues dans le réseau.
Le numéro des broches de sortie doit étre indiqué.

Les résistances individuelles doivent étre marquées R,, R,, R;, etc.
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INTRODUCTION
Blank dgtail specification

A blal

not co
cations

In thq preparation of detail specifications the content of Sub-clause 1;4-0f the Sectional Specific:
shall bef taken into account.

The umbers between brackets on the first page correspondite the following information which
be inseqted in the position indicated.

Identifidation of the detail specification

[1] Th

whose authority the detail specification is drafted.

[2] Th
infa

[3] Th¢ number and issue number of-the IEC or national Generic Specification.
[4] The IEC number of the blank detail specification.

Identifigation of the resistor network
[5] A ghort description-of-the type of resistor network.
Three cases must'be considered:

FIXED RESISTORS
FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 7: Blank detail specification:
Fixed resistor networks in which not all
resistors are individually measurable

Assessment level E

plying with these requirements shall not be considered as being in acedrdance with IEC sp
hor shall they so be described.

b “International Electrotechnical Commission®” or the National Standards Organization

rmation required by the national-system.

the detail~specification concerns a style of network which is not a “Qualifying test netw

Spegification).

hk detail specification is a supplementary document to the Sectional Specifieation and confains
requiriTents for style and layout and minimum content of detail specifications. Detail specifica

lions
ecifi-

hition

shall

nder

e IE C or National Standards number.of the detail specification, date of issue and any further

ork”

nor an-associated one to a “qualifying test network” (see Sub-clause 1.6.9 of the Sectional

the ‘detail specification concerns a style of network which could be used as a “Qualifying test

network” (see Sub-clause 1.6.9 and Sub-clause 3.1 of the Sectional Specification). This should

be then stated.

— the detail specification concerns a style of network which could be qualified by association to a
“qualifying test network” (see Sub-clause 1.6.9 and Sub-clause 3.1 of the Sectional Specifica-
tion). This should be stated and the number of the detail specification of the qualifying test

network given.

[6] Electrical circuit drawing showing all resistors and connections contained in the network. Terminal
pin number shall be shown.

Individual resistors shall be marked as R,, R,, R;, etc.
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Indications sur la technologie de base (si applicable).

Note. — Lorsque le réseau de résistance n’est pas congu pour &tre utilisé sur des cartes imprimées, cela doit étre claire-
ment établi & cet emplacement dans la spécification particuliére.

Croquis avec les principales dimensions, importantes pour I'interchangeabilité, et/ou références

correspondant aux documents nationaux ou internationaux approprié€s. Au choix, ce croquis peut

étre donné dans une annexe a la spécification particuliére. La broche 1 doit étre indiquée aux fins

d’identification. '

Ultilisation ou ensemble d’utilisations couvertes et/ou niveau d’assurance.

Note. — Le(s) niveau(x) d’assurance utilisé(s) dans une spécification particuliére doit (doivent) étre choisi(s) dans la spéci-
fication intermédiaire, paragraphe 3.3.3. Ceci implique qu’une spécification particuliére-cadre peut étre utilisée
en combinaison avec plusieurs niveaux d’assurance pourvu que le groupement des essais ne change pas.

types de réseaux.
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[7]1 Information on typical construction (when applicable).

Note. — When the resistor network is not designed for use on printed board applications, this shall be clearly stated in the
detail specification in this position.

[8] Outline drawing with main dimensions which are of importance for interchangeability and/or
reference to the national or international documents for outlines. Alternatively, this drawing
may be given in an appendix to the detail specification. Pin 1 shall be shown for identification
purposes.

[9] Application or group of applications covered and/or assessment level.
Note. — The assessment level(s) to be used in a detail specification shall be selected from the sectional specification, Sub-
clause 3.3.3. This implies that one blank detail specification may be used in combination with several assessment

levels, provided the grouping of the tests does not change.
[10] Reference data on the most important properties, to allow comparison between the various net-
work types.
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1 CEI 115-71- XXX . 21
[ QC 400501-XXX
COMPOSANTS ELECI‘RQNIQUES DE QUALITE CEI 115-71 [4]
CONTROLEE CONFORMEMENT A: QC 400501
3]
RESEAUX DE RESISTANCES [5)
' FIXES. DONT TOUTES LES
: RESISTANCES NE SONT PAS
Croqui§ d’encombrement: (voir tableau I) MESURABLES INDIVIDUELLEMENT
(Projection: Méthode du ... diédre)
8]
[6]
Isolées/non isolées [7]
Niveau(x) d’assurance: E 9]
(Drautr¢s formes sont permises a
l'intérieur des dimensions données) Classe de stabilité: ...%

Les informations sur>ia* disponibilité des composants qualifiés
selon cette spécification particuliére sont données dans la Liste des
Produits Qualifiés:

[10]
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N IEC 115-7-1-XXX 2
QC 400501-XXX
ELECTRONIC COMPONENTS OF ASSESSED IEC 115-71 4]
QUALITY IN ACCORDANCE WITH: QC 400501
B
FIXED RESISTOR NETWORKS {51

IN WHICH NOT ALL RESISTORS
ARE W

Outline drawigg: (see Table T)
(...angle projdction)

8]

(Other shapes Jare permitted within
the dimensionf given)

MEASURABLE

(6]

Insulated/nen-insulated

Assessment level(s): E

Stability class: ...%

]

Information on the availabilitys of components qualified to this
detail specification is given.in“the Qualified Products List.

(0]
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SECTION UN — CARACTERISTIQUES GENERALES

1. Caractéristiques générales

1.1  Méthode(s) de montage recommandée(s) (a introduire)

(Voir paragraphe 1.4.2 de la Publication 115-7 de la CEI).
1.2 Dimensions et caractéristiques nominales

TABLEAU 1

Dissipation nominale Tension d’isolement Dimensions
Modéle du réseau a entre éléments
70 °C (si applicable)
W) ™

Toutes les dimensions sont en millimétres ou en inches et millimétres.

112.1 Caractéristiques des éléments de résistance

Résis- Tolé- Dissipation Tension limite Coeffi- Classe Insta- Insta-
Eléments rance nominale nominale en X as bilité, bilité,
tance . cient de de . L
de nomi- sur la de courant contifiu tempé- stabi- essais de essais de
résis- nale résis- Pélément ou alternatif ratu[;e . lité longue courte
tance tance a70°C efficace 1 durée durée
(%)) (%) w) &) 107%7°C) (%) Ch+Q) %+Q)
R,
R,
R,
R,

Notes 1. — 1l peut étte nécessaire de présenter autrement ces informations, mais la présentation ci-dessus devfait autant que
possible.éire suivie.

2. — Dans les cas oul la mesure des éléments résistifs individuels n’est pas appropriée, la spécification particuliére doit
spécifier 4 la place les caractéristiques fonctionnelles et les méthodes pour leur mesure,

122 ~Caractéristiques du réseau

Catégorie climatique —7—7-

Basse pression atmosphérique 8,5 kPa (85 mbar)
Caractéristiques fonctionnelles (si applicable) '
Caractéristique différentielle résistance/température .. %

entre Rx et Ry (si applicable)

-Tolérance sur le rapport de résistance nominal entre %

Rx et Ry (si applicable)

Dérive de résistance différentielle entre %

Rx et Ry (si applicable)
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SECTION ONE — GENERAL DATA

1. General data

1.1  Recommended method(s) of mounting (to be inserted)

(See Sub-clause 1.4.2 of IEC Publication 115-7).

1.2 Dimensions, ratings and characteristics

TABLE I
Rated network - Isolation voltage Dimensions
Style dissipation between elements
Y at 70 °C (if applicable)
W) 1\
All dimen$ions are in millimetres or inches and millimetres.
1.2.1 Rptings and characteristics of the resistor elements
. Rated Limiting
Rated | Resist- element element Temppra- Stab- Stab- Stab
resist- ance dissi- voltage s ility ility ility
Resistorp toler- . coef- long-term | short-tgrm
ance pation d.c. or a.c. . class
ance ficient test test
at70°C LILS.
(o) (%) w) %) (107%/°C) (%) %+Q) %+Q)
R,
R,
R,
R,

v

Notes 1. —

2.

1.2.2

much as possible,

tings‘and characteristics of the network

Other presentations of the above information may be necessary, but the above presentation should be followed as

In those casés where the measurement of individual resistive elements is not appropriate, the detail specifidation
shall instead specify the functional characteristics and the methods for their measurement.

Climafic category
Low air pressure
Functional characteristics (if applicable)

Differential resistance/temperature characteristic
between Rx and Ry (if applicable)

Tolerance on rated ratio between

Rx and Ry (if applicable)

Differential resistance change between Rx and Ry
(if applicable)

..../_

/_

8.5 kPa (85 mbar)

=%
=%

%
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M¢éthode d’essai pour la dérive différentielle

Dans le cas d’un «réseau de qualification»:
Gamme des caractéristiques électriques couvertes
(voir paragraphes 1.6.9 et 3.1 de la spécification
intermédiaire).

1.2.3  Réduction de la dissipation

La dissipation des résistances couvertes par cette spécification ne doit pas dépasser les valeurs
indiquées par la courbe ci-aprés:

(Introduire la courbe appropriée
dans la spécification particuliére)

Note. — Voir également paragraphe 2.2.3 de la spécification intermédiaire.

1.3| Documents de référence

Spécification générique: Publication 115-1 (1982) de la CEI: Résistances fixes utiljsées dans
les équipements électroniques. Premiére partie: Spdcification
générique.

Spécification intermé€djaire : Publication 115-7 (1984) de la CEI: Septi¢me partie: Spgcification
intermédiaire: Réseaux de résistances fixes, dont les rgsistances
ne sont pas toutes mesurables individuellement.

1.4| Marquage

Le marquage du composant et de son emballage doit étre conforme aux exigencep du para-
graphe 1.5 de la Publication 115-7 de la CEL

Note. — Le détail des informations a marquer sur les composants et sur Pemballage doit étre donné en entier dans la
Specification particuliere.

1.5 Renseignements pour la commande

Les commandes de réseaux de résistances couverts par cette spécification doivent contenir au
minimum, en clair ou en code, les renseignements suivants:

a) Résistances nominales des é€léments ou caractéristiques fonctionnelles.
b) Tolérance sur la résistance nominale ou caractéristiques fonctionnelles.

¢) Numéro et édition de la spécification particuliere et référence du modéle.
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Test method for differential drift

In

the case of a “qualifying test network”:

Range of electrical ratings and characteristics covered
(see Sub-clauses 1.6.9 and 3.1 of the Sectional

Sp

ecification)

1.2.3  Derating

Resistors covered by this specification are derated according to the following curve:

Note. {

1.3  Relate
G4

Se

1.4 Mark

Th
of IH

Note.

(A suitable curve to be included
in the detail specification)

— See also Sub-clause 2.2.3 of the sectional specification.
d documents
neric Specification: I1EC Publication-115-1 (1982): Fixed Resistors for Use in Electronjc

Equipment~Part 1: Generic Specification.

ctional Specification: IEC PRublication 115-7 (1984): Part 7: Sectional Specification: Fixdd
Resistor Networks in which Not All Resistors are Individually
Measurable.

g

e marking)of the components and package shall be in accordance with the requirements
C Publication 115-7, Sub-clause 1.5.

- Fhe details of the marking of the component and package shall be given in full in the detail specificatiof.

1.5 Ordering information

Orders for resistor networks covered by this specification shall contain, in clear or in coded
form, the following minimum information:

a) Rated element resistances and/or functional characteristics.

b) Tolerance on rated resistance and/or functional characteristics.

¢) Number and issue number reference of the detail specification and style reference.
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1.6 Rapports certifiés de lots acceptés

Requis/non requis.
1.7 Informations complémentaires (ne sont pas prises en considération pour les contriles)

1.8 Exigences ou sévérités, complémentaires de, ou plus séveres que, celles spécifiées dans la spécification
génerique ou intermédiaire

Note. — Des compléments ou des exigences accrues ne devraient &tre prescrits que lorsque cela est indispensable.
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1.6  Certified records of released lots

Required/not required.
1.7 Additional information (not for inspection purposes)

1.8 Additional or increased severities or requirements to those specified in the generic and/or sectional
specification

Note. — Additions or increased requirements should be specified only when essential.
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SECTION DEUX — EXIGENCES POUR LE CONTROLE

2. Exigences pour le controle

2.1 Procédures

2.1.1 — Pour ’homologation la procédure doit étre conforme au paragraphe 3.2 de la spécification

intermédiaire, Publication 115-7 de la CEL

2.1.2 — Pour le contréle de la conformité de la qualité, le programme d’essais, comprenant I’échantil-
lonnage, la périodicité, les sévérités et les exigences est donné dans les tableaux II et III
(le tableau IT est a utiliser dans le cas de Réseaux de Qualification et Ie tableau III dans le cas de
réseaux spécifiques). La formation des lots de contrdle est régie par le paragraphe 3.3.1dela

S péﬁi fication iMtermediaire.

Note. — Lorsqu’un séchage est spécifié 1a méthode I du paragraphe 4.3 de la spécification géneriqu
115-1 de la CE], doit étre utilisée.

TABLEAU II
Pour les réseaux de qualification

Ndtes 1. — Les numéros de paragraphe des essais renvoient a la spécification générique pour les résistances fixe

ces doivent étre choisies parmi celles des tableaux I et II de la¢spécification intermédiaire.

2. — Les niveaux de contrdle et les NQA sont extraits de la Publication 410 de la CEI: Plans et regles d%c
pour les contrdles par attributs.

3. — Dans ce tableau:
p = périodicité (en mois)

n = effectif de I’échantillon

c = critére d’acceptation (nombre admissible de défectueux)
D = destructif

ND = non destructif

NC = niveau de contrlle c

NQA = niveau de qualité acceptablg Publication 410 de Ia CEI

liere doit spécifier les mesures & effectuer.

e, Publication

: Publication

115-1 de 1a CE], sauf pour les essais de caractéristiques fonctionnelles, rapport de résistance, caractéfistique diffé-
rentielle résistance/température qui se référent a la spécification intermédiaire. Comme les exigenoes dépendent
beaucoup de la configuration du réseau elle seront données par la spégification particuliére. Siappropfié ces exigen-

hantillonnage

4. — Dans le cas ot la mesure des éléments résistifs pris individuellement n’est pas appropriée, la spécifidation particu-

. N
Numeroe:izsrs)ziragraphe D Conditions d’essai 1(\:1 Q Exigenges
(voir note 1) Iil); (voir note 1) A (voir note 1)
© (voir note 2)
(fontrole du groupe A
(lot par lot)
Sous-groupe AL ND S4 | 1,0%
44.1 Examen’ visuel Selon 4.4.1
Marquage lisible|et selon
1.4 de la présepte spécifi-
cation

Sous-groupe A2 ND S4 | 1,0%
4.4.2 Dimensions (au Selon tableau I de la pré-

calibre) sente spécification
4.5 Résistance (voir Selon 4.5.2

note 4)
1.6.8 Caractéristiques fonc-

tionnelles (si appli-

cable)
1.6.7 Rapport de résistance et %

(si applicable)
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SECTION TWO — INSPECTION REQUIREMENTS

2. Inspection requirements

2.1 Procedures
2.1.1 — For Qualification Approval the procedure shall be in accordance with the Sectional

Specification, IEC Publication 115-7, Sub-clause 3.2.

2.1.2 — For Quality Conformance Inspection the test schedule Tables II and III (Table II to be
used in the detail specification for the Qualifying Test Network and Table III to be used in -
the detail specification for the specific networks) include sampling, periodicity, severities

and requirements. The formation of inspection lots is covered by Sub-clause 3.3.1 of

the

ectiomr Specification.
Wote. — When drying is called for, Procedure I of the Generic Specification, IEC Publication” 1§5-1,
Sub-clause 4.3 shall be used.
TABLE 1I
For qualifying test networks
Notes 1. —|Sub-clause numbers of test refer to the Generic Specification for fixed resistors, IEC Publication 115-1, except
for functional characteristics, resistance ratio, differential resistance/temperature characteristic which refer tq the
Sectional Specification. Since performance requirements depend very much on'the configuration of the network,
they will be given by the detail specification. When appropriate these performarnce requirements shall be selected
from Tables I and II of the sectional specification. )
2. — [Inspection Levels and AQLs are selected from IEC Publication, 4103 ‘Sampling Plans and Procedurey for
Inspection by Attributes.
3. —|In this table:
p = periodicity (in months)
n = sample size
C = acceptance criterion (permitted number of defectives)
D = destructive
ND = non-destructive
1L = inspection level . o\
AQL = acceptance quality level IEC Publipation 410
4. —|In those cases where the measurement of individual resistive elements is not appropriate, the detail specificqtion
shall specify which measurements shall bé made.
Sub-clause number D Conditions of test I 8 Performance
hind Test or 0(se]elNote 1) L L requirements
(s¢e Note 1) ND. (see Note 2) (see Note 1)
Group A inspection
(lot-by-lot)
Sub-group| A1 ND S4 | 1.0%
4.4.1 Vishal examigation As in 44.1
Legible marking and as
specified in 1.4 of this
specification
Sub-group A2 ND S4 | 1.0%
4.4.2 Dimensions ’ As specified in Table I of
(gauging) this specification
4.5 Resistance (see As in 4.5.2
Note 4)
1.6.8 Functional charac-
teristics (if appli-
cable)
1.6.7 Resistance ratio LR %
(if applicable)
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, N
Numero‘ de pa_ragraphe D Conditions d’essai N Q Exigences
et essai ou . C -
- (voir note 1) A (voir note 1)
(voir note 1) ND . .
(voir note 2)
Contréle du groupe B
(lot par lot)

Sous-groupe Bl ND S3 | 1,0%

4.7  Tension de tenue Méthode: ... Pas de claquage, ni de
(réseaux isolés contournement
seulement)

Sous-groupe B2 D S3 125%

4.17 Soudabilité Sans vieillissement Bon étamage mis en évi-

M&thode - .. Uence par tétoylement
libre de la soudpre avec
mouillage,convenable des
sorties lou;selon le cas,
temps de soudie (...s)

4J19 Variations rapides de 0,: température minimale de
température catégorie

6y: température maximale de
catégorie

Examen visuel Pas de dommage yisible

Résistance (voir note 4) AR< *(...%R +|...Q)

St¢us-groupe B3 ND S3 125%

4.8.4.2 Coefficient de tem- Cet essai ne s’applique qu’aux a: ... 1075/°C
pérature de la résis- résistances de coefficient de
tance température nominal inféreur

4 +50.107%/°C. Neffecter
qu’un cycle: 20°C/70°C/20°C

1.p.3a Caractéristique dif- Température minimale de ACRT. < ...%
férentielle résistance/ catégorie/20°C
température (si 20 °C/tempériture maximale de ACRT.< ... %
applicable) catégorie

Effectif de
Péchantillon
Numéro de pa-ragraphe D Conditions d’essai ,et critére Exigendes
et essai ou (voir note 1) d’acceptation (voir notk 1)
(voir note 1) ND (voir note 3) i
Pl nj|c
Cpntrile du groupe.C
(périodique)
Sous-groupe C14 D 315

=z

oiti¢’ d€ I’échantillon du
Sous-groupe C1

4.16 Robustesse des
sorties

Voir 2.3.9 de la spécification
intermédiaire

Examen visuel

Résistance (voir note 4)

Pas de dommage visible
AR< E£(..%R+ ...Q)

4.18 Résistance a la cha-
leur de soudage

Méthode du bain d’alliage 1A
Examen visuel

Résistance (voir note 4)

Pas de dommage visible
Marquage lisible

AR<x(..%R+ ..Q)
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Sub-clause number D Condii £ test I ‘3 Performance
and Test or (selelONI:)St: 1 s L L requirements
(see Note 1) ND (see Note 2) (see Note 1)
Group B inspection
(lot-by-lot)
Sub-group Bl ND S-3 | 1.0%
47  Voltage proof Method: ... No breakdown or
(Insulated networks flashover
only)
Sub-group B2 D S3 125%
4.17 Solderability Without ageing Good tinning, as evidenced
Method: ... by free flowing of the |
solder with wetting of\the
terminations or selder
shall flow within\,.-s,
as applicable
4.19 Rapld change of 6,: Lower category
temperature temperature
03: Upper category
temperature
Visual examination No visible damage
Resistance (see Note 4) AR<£(..%R+..Q)
Sub-group B3 ND S-3 (V2.5%
4.8.4.2 Temperature coeffi- This test is applicable only when a a:...107%/°C
cien} of resistance temperature coefficient of resist-
ance of less than +50.107¢/°C
is claimed. One cycle of 20°C
to 70°C to 20°C only
1.6.3a Diffprential Lower category tempera- ARTC. < .. %
resitance/tempera- ture/20°C
tgrichgractedstic 20 °C/upper category ARTC.=< ...%
(if applicable) temperature
Sample size
and criterion
Sub-clause number D Conditions of test of accepta- Performance
Ind Test or (see Note 1) bility requirements
(sqe Note 1) ND (see Note 3) (see Note 1)
p|lnjc
Group C injspection
(periodi¢)
Sub-group IC14 D 315

Half of thq sdmplé of
Sub-grotip ‘€1

4,16 Robustness of
terminations

See 2.3.9 of the sectional
specification

Visual examination
Resistance (see Note 4)

No visible damage
AR<*(...%R+ ...Q)

4.18 Resistance to solder-
ing heat

Solder bath method 1A
Visual examination

Resistance (see Note 4)

No visible damage
Legible marking

AR< (.. %R+ ...Q)
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Effectif de
Péchantillon
Numéro de pa{agraphe D Conditions d’essai ,et cnterg Exigences
et essai ou (voir note 1) d’acceptation (voir note 1)
(voir note 1) ND (voir note 3)
pjnjc
.. , .. AR
4.8  Variation de Température minimale R <z+..%ou
résistance en fonction de catégorie/20°C . 10750
de la température @ C
AR
20 °C/température maximale R <*..%ou
de catcgorie @ ... 1075/°C
4.13  Surcharge Voir 2.3.4 de la spécification
intermédiaire
Examen visuel Pas, de dommage visible
Marquage lisible
Résistance (voir note 4) AR<*(...% R+ ..Q)
Sous-groupe CIB D 3 5
Autre moitié de ’¢chan-
tillon du Sous-groupe C1
4.19 Variations rapides 6,: température minimale de
de température catégorie
6p: température maximale de
catégorie
Examen visuel Pas de dommage visible
Résistance (voir note 4) AR<*(..%R+..Q)
422 Vibrations Méthode de montage.
voir 1.1 de cette,spécification
Méthode B4
Gamme de.fréquences:
10 Hz &500 Hz
Amplitude: 0,75 mm ou
acoélération 98 m/s? (la moins
sévére des deux valeurs)
Durée totale: 6 h
Examen visuel Pas de dommage visible
] Résistance (voir note 4) AR<*(...%R+..Q)
Sous-groupe CI D 3110 1
Echantillon composé
des spécimens\des
Sous-groupes'C1A et C1B
423 Séquence climatique
~, Chaleur sé¢che
~ Essai cyclique de
chaleur humide,
€ssai Db,
premier cycle
— Froid
— Basse pression 8,5 kPa (85 mbar)
atmosphérique
— Essai cyclique de
chaleur humide,
essai Db,
cycles restants
Examen visuel Pas de dommage visible
Marquage lisible
Résistance (voir note 4) AR<x(...%R+...Q)
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Sample size
and criterion
Sub-clause number D Conditi £ test of accepta- Performance
and Test or 0? ! loantol es bility requirements
(see Note 1) ND see Note 1) (see Note 3) (see Note 1)
p|lnj|c
. AR
4.8  Variation of Lower category tempera- —=<dx. . %or
resistance with tem- ture/20°C R 610
perature a:...107°%/°C
AR
20 °C/upper category tempera- }— <+ .%or
tu
i a:...107°C
4.13 Qverload See 2.3.4 of the sectional
specification
Visual examination No visible damage
Legible marking
Resistance (see Note 4) AR<E(M%R+...Q)
Sub-groyp CIB D 315
Other half of the sample
of Sup-group Cl1
4.19 pid change of 6, Lower category
t¢mperature temperature
6y: Upper category
temperature
Visual examination No visible damage
Resistance (see Note 4) AR<*(...%R+ ...Q
4.22 Mibration Method of mounting:
see 1.1 of this specification
Procedure B4
Frequency range:
10 Hz to 500,Hz
Amplitude: 075 mm or
acceleration 98 m/s?
(whichever is the less severe)
Total duration: 6 h
Visual examination No visible damage
Resistance (see Note 4) AR< *(...%R+..Q
Sub-group CI D 371071

Combiped sample of
specimens of
Sub-groups C1A &nd.C1B
4.23  (limatic sequence
+ Dry-heat
+ Damp heat,
cyelic,

TestDb;

first cycle

— Cold

— Low air
pressure

— Damp heat,

cyclic,

Test Db,

remaining cycles

8.5 kPa (85 mbar)

Visual examination

Resistance (see Note 4)

No visible damage
Legible marking

AR<+(..%R+..Q)
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Numéro de paragraphe
et essai
(voir note 1)

ou
ND

Conditions d’essai
(voir note 1)

Effectif de
Péchantillon
et critére

d’acceptation
(voir note 3)

p

n

C

Exigences
(voir note 1)

Dérive de résistance différentielle
(si applicable)

Résistance d’isolement entre
les éléments de résistance
(si applicable), voir aussi 2.3.6
de la spécification intermédiaire

Tension-de-tente—cntH
£ &

A

%

R=1GQ

les éléments de résistance
(si applicable), voir aussi 2.3.7
de la spécification intermédiaire

Pas-de-eleguageqi de

contournement

Saqus-groupe C2
4.25.1 Endurance a 70°C

Voir aussi 2.3.5 de la
spécification intermédiaire
Durée: 1000 h

Examen 4 48 h, 500 h et 1000 h:
Examen visuel

Résistance (voir note 4)

Dérive de résistance différentielie
(si applicable)

Examen a 1000 h:

Résistance d’isolement entre.
les éléments de résistance
(si applicable), voir aussi 2.3.6
de la spécification‘intermédiaire

Chaque année {essai sur
un échantillon doit étre
poursuivijusqu’a 8000 h

Exameén a 2000 h, 4000 h et
8000 h:
Résistance (voir note 4)

12

Pas de dommage [visible
AR<==*(...%R +...Q)

<.%

R=1GQ

AR<=*(..%R+..Q
(Les résultats obtpnus sont
notés pour infdrmation

seulement)

Contréle du groupe D
(périodique)

Saeus-groupe D1

4.p4 Essai econtinu de
chaléur-humide

Voir aussi 2.3.8 de la spéci-
fication intermédiaire

Examen visuel

12

12

Pas de dommage|visible
Marquage lisible

Pt . 4
RETSISTTIICT (VOIT HUIT &)

Résistance d’isolement entre
les éléments de résistance
(si applicable), voir aussi 2.3.6
de la spécification intermédiaire

Tension de tenue entre
les éléments de résistance
(si applicable), voir aussi 2.3.7
de la spécification intermédiaire

AR<HH%R+..Q)

R=1GQ

Pas de claquage, ni de
contournement
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Sub-clause number
and Test
(see Note 1)

or
ND

Conditions of test
(see Note 1)

Sample size
and criterion
of accepta-
bility
(see Note 3)

Performance
requirements
(see Note 1)

pl{njc

Differential resistance change
(if applicable)

Insulation resistance
between resistor elements
(if applicable), see also 2.3.6
of the sectional specification

I

%

R=1GQ

""‘tagﬂ prnnf‘
between resistor elements
(if applicable), see also 2.3.7
of the sectional specification

Ao k:-nnln-]nx'-',n OF
flashover

Sub-group {2
4.25.1 Endyrance at 70°C

See also 2.3.5 of the
sectional specification

Duration: 1000 h

Examination at 48 h, 500 h and
1000 h: Visual examination

Resistance (see Note 4)

Differential resistance change
(if applicable)

Examination at 1000 h:

Insulation resistance
between resistor elements
(if applicable), see also 2.3.6
of the sectional specification

The test on one sample,
each year, shall be
extended to 8 000Nk

Examination at2,000 h, 4000 h and
8000 h:
Resistance (see Note 4)

1215 |-

No visible damage
AR=< £(...%R+...Q)
<. %

R=1GQ

AR<£(..%R+ ...Q)
(The results obtained are
for information only)

Group D inspection
(periodid
Sub-group P1

4.24 Damgp heat,
steay state

See also 2.3.8 of the
sectional specification

Visual examination

211211

No visible damage
Legible marking

AT

koY — Al o4 4

INCIRWALILL (30T INULWN &)

Insulation resistance
between resistor elements

(if applicable), see also 2.3.6
of the sectional specification

Voltagé proof
between resistor elements

(if applicable), see also 2.3.7
of the sectional specification

Il QL. D Fat
TR S N tT—-82)

R=1GQ

No breakdown or
flashover
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